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본  시  량 리 에 한 것 , 보다 상 하게는  사 역 에 걸쳐 

 빔  에 지 도가 균 한 시  량 리 에 한 것 다. 

본 에 한 량 리 는 본 에 한 량 리 는 량  는 색필 에  빔

 사하는 ; 상   빔  상  색필  사 간에  닝하는 ;  닝 는 상

 빔  가 간 또는 감 간에 는 상  색필 에 사 지 않도  필 링하는 빔가공  어 단;  포

함한다. 

  도 - 도7

등록특허 10-1133080

- 1 -



(72) 

헌

울특별시  고 34  3-59, 301  (
동)

강

경 도 안양시 동안  평 170  22, 원아
트 703동 1208  (평 동)

등록특허 10-1133080

- 2 -



특허청  

청 항 1 

량  는 색필 에  빔  사하는 ; 

상   빔  상  색필  사 간에  닝하는 ;  

닝 는 상   빔  가 간 또는 감 간에 는 상  색필 에 사 지 않도  필 링하는 빔가공

 어 단;  포함하는 것  특징  하는 량 리 .

청 항 2 

1항에 어 ,

상  빔가공  어 단  한  X  블 드 , 한  Y  블 드  갖는 빔 슬릿  것  특징  하

는 량 리 . 

청 항 3 

2항에 어 ,

상  한  X  블 드  한  Y  블 드  어도 어느 하나  블 드  동시키는 동 단

 비 는 것  특징  하는 량 리 . 

청 항 4 

1항에 어 ,

상  빔가공  어 단  과 가  마 크  것  특징  하는 량 리 . 

청 항 5 

1항에 어 ,

상   빔   에 지 도  갖는 피크 역만  과시키는 빔 상 어 단  포함하는 것  특

징  하는 량 리 . 

청 항 6 

5항에 어 ,

상  빔 상 어 단  한  X  블 드 , 한  Y  블 드  갖는 빔 슬릿  것  특징  하는

량 리 . 

청 항 7 

5항에 어 ,

등록특허 10-1133080

- 3 -



상  빔 상 어 단  과 가  마 크  것  특징  하는 량 리 . 

청 항 8 

1항에 어 ,

상   빔   하는 빔   포함하는 것  특징  하는 량 리 . 

청 항 9 

1항에 어 ,

상   빔  에 지 도가 균 한 역   빔  가공 가능 역  하고 빔  양  평

탄하게 하는 빔   포함하는 것  특징  하는 량 리 . 

청 항 10 

1항 내지 9항  어느 한 항  량 리  과 빔   향 는 향  동하

량  리하도  하는 량 리 .

청 항 11 

1항에 어 ,

상   빔  편  상태  변경시키도  어하는 어 ;  비하게 하는 것  특징  하는

량 리 .

청 항 12 

11항에 어 ,

상  어 는   사 에 게 하는 것  특징  하는 량 리 .

청 항 13 

11항에 어 ,

상  어 는  빔가공  어 단 사 에 게 하는 것  특징  하는 량 리

.

  

   야

본  시  량 리 에 한 것 , 보다 상 하게는  사 역 에 걸쳐 [0001]

 빔  에 지 도가 균 한 시  량 리 에 한 것 다. 

 경  

근에 액 시 는 비  낮고,  양 하여 집약  가가 가  차  첨단 [0002]

플 (display)  각 고 다. 러한 액 시  에 도, 각 (pixel)별  가 는 압  

할  는  가 비  액티브 매트릭  액 시 가 해상도  동 상 능  뛰어나
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가  주 고 다.

도  1  참 하 ,  통상  액 (500)  상   컬러필  과  하   TFT(Thin  Film[0003]

Transistor)어  (510)   향 도  합착 고, 그 사 에   갖는 액 (520)  

는  비 어,  택  어드 (address)  통해 십 만개  에 가  막트 지

(TFT)   동 시  해당 에 압  가해 주는 식  동 다. 여 , 상  컬러필  

(531) , RGB 등  색필 (532) , 상  색필 (532)들 사 에  블 매트릭 (533) , 트

(534)과, 공통 극  ITO(535) , 향막(536)  루어지 , 상   상 에 편 (537)  착 다. 

한편,  달리 트 나 블 매트릭  생략하는  액  개시 었고, COA(COLOR FILTER ON[0004]

ARRAY) 도 개시 었다. 

러한 액  하  해 는 막트 지  어   공 , 컬러필   공 , 액  공  등[0005]

 행하여야 한다. 

상  막트 지  어   공  착(deposition)   포 리 그 피(photolithography),  식각[0006]

(etching)공  복하여 리 상에 게 트 ,  , 막트 지    극  하는

공 다. 

상  컬러 필   공  블 매트릭 가  상에 한  열 어 색상  하는 RGB[0007]

색필  한 후, 공통 극  ITO막 등  하는 공 다. 

상  액  공  막트 지  어  과 컬러필  어   사  한 틈  지 도  합착[0008]

한 후, 그 틈 사  액  주 하여 액  하는 공 다. 또한 근 에는 막트 지  어  

에 액  균 하게 도포한 후, 컬러필   합착하는 ODF(One Drop Filling)공  개시 고 다. 

상  액 시  검사 과 에 는, 액  에 트  우고 량  무  탐지하여[0009]

량 가 견 었   에 한  업  행하게 다. 액  량에는  결함과,  결함 

시 균  나눌  다.  결함  TFT , 극, 컬러필   량 등에 해 생 ,  결

함  간  단 (Open), 쇼트(Short), 에 한 TFT들  , 동  량에 한다. 시

균   께 균 , 액 향  균 , TFT 특   산포  상  큰  시 에 해 

생   다.

 ,  결함   결함    량  그 원  에는 단 (open)   견 ,[0010]

단   연결해 주고, 쇼트(short)  경우 해당 들  단 시키는 도에 과하 다. 

러한  결함  에도  액  하는  과 에  지,  물  또는   등  포함하는  물[0011]

착 는 , 러한 물  컬러필  근에 착  경우 해당 픽   동 시 다  상  픽  

보다 매우  빛  내는  빛샘 상  한다. 러한 량  리하  하여  

하는 에 한 연 가 진행 고 다. 

보다 체  하 , 량  견  색필 에  사하여 시키는 것 다. [0012]

 같   는 과  하 어 시  원 ( 트 닛)  생  빛  과시키지[0013]

않고 하도  암  문에 량  리 는 것 다. 

 사 는 는 할 해당  과  낮  , 다시 말해    가지는 [0014]

 사하여야 한다. 러한  도 2에 나타난 색필  별 과  참 하여 택 다. 

도 3  참 하 ,  량 리 는 (110) , 상   빔  (P)  색필  사[0015]

간에  닝하는 (130) ,  색필 (또는 )  실시간  하는 니 링  (140)  (141),

상   빔   하는 동 단(150)과 포커싱 (160)  포함한다. 또한 경  

하는 미러(M1,M2)가 다  다. 

도 4  참 하 , 상  는 공지  단 ,  빔  향  시  주는 X-갈 미러(132) [0016]

Y-갈 미러(131), 상  각 미러에 해 향    빔  집 시 주는  (133)  포함한다. 

도 5는  같    리  하여 량  는 색필  리하는 공  나타낸 것[0017]

다. 도시   같 ,  하여  빔  지그재그 식  사하여 량  는 색필  
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에 걸쳐 하게 다. 그런   닝  시 (가 간) 나 닝 (가  또는 감 )에 는 평

균 도보다  도   빔  닝하  문에  에 지 도가 타 간에 비해 다는 문

 다. 또는 닝 에   빔  첩 도 한다.  같  에 지 도가 타 간에 비해 게 

, 필  하 에 상  주어 액  필  는 심각한 량  생하게 는 문  

다. 러한 가 간 나 감 간  색필 (532)  양  가 리(L1)가 다. 

한편, 도 6    빔(B)  단 태  나타낸 것 다. 도시   같 ,  에  사[0018]

는  빔  단 태가 원  가우시안 태  에 지가 가운  역에 집 어 다. 

 색필  마다 사 는  빔  에 지 도차가 재한다는 문  다. [0019]

 내

해결하 는 과

본  상 한 문  해결하  하여 안  것 , 본    사 역 [0020]

에 걸쳐  빔  에 지 도가 균 한 시  량 리  공함에 다. 

[0021]

과  해결 단

 같   과  해결하  하여 본 에 한 량 리 는 량  는 색필 에 [0022]

 빔  사하는 ; 상   빔  상  색필  사 간에  닝하는 ;  닝 는

상   빔  가 간  또는  감 간에 는  상  색필 에  사 지  않도  필 링하는  빔가공

어 단;  포함한다. 

상  빔가공  어 단  한  X  블 드 , 한  Y  블 드  갖는 빔 슬릿 거나 또는 상  빔[0023]

가공  어 단  과 가  마 크   다. 한편, 상  한  X  블 드  한  Y  블

드  어도 어느 하나  시키는 동 단   비 는 것  직하다. 

또한 상   빔  에 지 도가 낮  역  필 링하고, 에 지 도가  피크 역만  과시키는[0024]

빔 상 어 단  포함하는 것  직하다. 

또한 상  빔 상 어 단  한  X  블 드 , 한  Y  블 드  갖는 빔 슬릿  것  직하[0025]

다. 

또한 상  빔 상 어 단  과 가  마 크  것  직하다. [0026]

또한 상   빔   하는 빔  또는 상   빔  에 지 도가 균 한 역  [0027]

 빔  가공 가능 역  하고 빔  양  평탄하게 하는 빔   포함하는 것  직하다. 

또한 량 리  과 빔   향 는 향  동하  량  리하도  하는[0028]

것  직하다.

또한 상  량 리 에는 상   빔과 가공 상   사   특  어하는 [0029]

어 ;  비하게 하는 것  직하다.

또한 상  어 는   사 에 게 하거나 상  어 는  빔가공  어[0030]

단 사 에 게 하는 것  직하다.

 과

본 에 ,   사 역 에 걸쳐  빔  에 지 도  균 하게 할  는 과가[0031]

다. 

 해, 필  하 에 상  주는 것  지할  다. [0032]
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또한 가우시안 포  갖는  빔  심만  사 함 , 상  균 한 에 지  갖는  빔[0033]

사 할  는 과도 다. 

도  간단한 

도 1   액 시  단 도 다. [0034]

도 2는 색필  별 과  그 프 다. 

도 3   량 리  나타낸 것 다. 

도 4는 도 3에 도시  리 에 비   나타낸 것 다. 

도 5는 도 3에 도시  리  사 상태  나타낸 것 다. 

도 6  도 3에 도시  리 에  사 는  빔  에 지 포  나타낸 것 다. 

도 7  본 에 한 리  1실시  나타낸 것 다. 

도 8  1실시  사 상태  나타낸 것 다. 

도 9  도 10  1실시 에 비 는 빔가공  어 단  나타낸 것 다. 

도 11  1실시 에  사 는  빔  에 지 포  나타낸 것 다. 

도 12는 본 에 한 리  2실시  나타낸 것 다.

도 13  본 에  슬릿 태   빔  나타낸 것 다.

도 14는 본 에  3실시  나타낸 것 다.

 실시하  한 체  내

하, 본  직한 실시 들  첨  도  참고하여 욱 상  한다. 본  실시 들[0035]

여러 가지 태  변   , 본  가 아 에  하는 실시 들에 한 는 것  해

어 는 안 다. 본  실시 들  당해  하는  야에  통상  지식  가진 에게 본  

욱 상 하게 하  해  공 는 것 다.  도 에 나타난 각  상  보다 한  강

하  하여 과   다.

도 7  참 하 , 본 에 한 량 리  1실시 (200)는 (210) , 상  에[0036]

사   빔   하는 빔 (220) ,  빔 상 어 단(270)과, 상   빔  

(P)  색필  사 간에  닝하는 (230) , 빔가공  어 단(280)과, 색필 (또는 )  실시

간  하는 니 링 (240)  (241), 상   빔   하는 동 단(250)과 포

커싱 (260)  포함한다. 또한 경  하는 미러(M1,M2)가 다  다. 

상  (230)는 공지  단 ,  빔  향  시  주는 X-갈 미러  Y-갈 미러, 상[0037]

 각 미러에 해 향    빔  집 시 주는   포함한다. 

특 , 상  빔가공  어 단(280)  닝 는 상   빔  가 간 또는 감 간에 는 상  색필[0038]

에 사 지 않도  필 링하는 다. 가 간 또는 감 간  타 간에 는  에 지 도가

차 가  문에  간에   빔  사 하지 않  하여 필 링하는 것 다. , 색필  체

사 역  균 한 에 지 도  가공하  한 것 다. 

도 8  상  빔가공  어 단(280)  사 상태  나타낸 것 다. [0039]

 참 하 ,  빔  가 간 또는 감 간  빔가공  어 단에 해 차단 어 색필 (532)에 사[0040]

지 않고, 타 간(평균 도 간)에 만  빔  과 어 색필 (532)에 사 는 것 다.  색필

 체 간에 걸쳐 균 한 에 지 도  가공하는 것  가능해진다. 

도 9는 상  빔가공  어 단  , 한  X  블 드(Sb)  한  Y  블 드(Sa)  갖는 빔[0041]
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슬릿(S)  루어진다. 상  블 드  동시  과 (O1,O2)  크  할  다((a)  (b)참 ).

상  과 (O1,O2)  크  하  하여 X  블 드  동하는 동 , Y  블 드  동하는

동 가 비 다. 

 해 가 간 또는 감 간에 는 빔  차단 어 색필 에 사 지 않고, 타 간(평균 도 간)에[0042]

만  빔  과 어 색필 에 사 는 것 다. 

도 10  빔가공  어 단  다  , 과 (O)가  마 크(M)  루어진다. 상  마 크에는 각[0043]

다  크  태  갖는 다  과 (O)가   다. 

도 11  본 실시 에  사 는  빔(B)  단 태  나타낸 것 다. 도시   같 ,  [0044]

에  사 는  빔(B)  단 태가 원  가우시안 태  에 지가 가운  역에 집 어 지

만, 러한  빔  빔 상 어 단  통과하  직사각 상 또는 사각 상  다. , 원

  빔 심  상   에 지 역  피크 역(B2)만  과시키고, 상  약한 에 지

역  가 리(B3)는 차단하는 것 다.  해 가우시안 태  에 지 포  갖는  빔에  비

균 한 에 지 포  갖는 심(B2)만  사 할  게 는 것 다. 

도 12는 본 에 한 2실시 (300)  나타낸 것 다. 도시   같 , 빔 (391)  동 단(392)[0045]

  비 다는  에는 1실시  동 하다.  복  에 한  생략하  한다. 

상  빔 (beam shaper,391)는 에 지 도가 균 한 역   빔  가공 가능 역  하고 빔[0046]

양  평탄하게 하는 역할  한다. 

또한 상  동 단(392)  빔가공  어 단  상  한  X  블 드 또는 한  Y  블 드  어[0047]

느 하나  시키거나, 또는 들  동시에 시키는 다.  같  블 드  시킴

 과 (도 9  O1,O2 참 )  다양한 태  할  게 다. 것  색필  태에 맞게 과

태  하  한 것 다. 

컨  본  실시 들에 는 도 13에 도시   같  빔(B)  슬릿 태   가공 가능 [0048]

역  하여 (P)  리하도  하는 것 다.

앞  한 본  실시 들에 는 빔(B)   에  동하   량  리하도[0049]

하고 나, 도 14에 도시   같  (P)과 빔(B)   향 는 향  동하  리  함

  리에 는 시간  단 할  게 하는 것도 가능하다.

한편, 도 상에 도시하고 지는 않지만 상  실시 에 는 어 (미도시)   비하는 것  직[0050]

하다. 상  어 는 앞  한 (210)   사 (230)에 거나 또는 (230)  빔가공

 어 단(280) 사 에 어 액  에 편   경우에 한하여  빔  편  상태  변경

할  도  하여  빔  균 도  향상시킬  게 하고 다.

본  상 에  실시 들에 해 한 지 않고, 당업 들에 해 다양한 변   변경  가  [0051]

, 는 첨  청 항에  는 본  취지  에 포함 다.
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